
AEMD平台加工测试服务结算单（校内）

申请编号：00000X
	项目负责人
	
	平台账户
	（账户负责人名称）

	学院
	
	系
	

	项目来源
	
	项目名称
	

	联系人
	
	电话
	

	序号
	设备名称
	设备型号
	计费标准

（小时或样品）
	单价（元）
	数量
	小计（元）
	备注

	1
	四端口矢量网络分析仪
	Agilent E5071C
	样品
	400
	10
	4000
	

	2
	场发射扫描电子显微镜
	Zeiss Ultra Plus
	小时
	400
	5
	2000
	

	3
	电子束光刻系统
	VistecEBPG-5200+
	小时
	2200
	1
	2200
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	费用总计：8200元 (大写：捌仟贰佰元整）

	                                                 项目负责人签字：________________
                                       日     期：     ________________ 

	测试单位盖章： 

                                       日     期： 



*须附加工测试报告
加工测试报告（样本）
一、矢量网络分析仪测试

1、设备名称及型号

四端口矢量网络分析仪，型号Agilent E5071C

2、加工测试内容

对课题加工的HMSIW样品（如图1所示）进行S参数测试
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                                     （b）
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(c)

图1 SIW/HMSIW加工样品（a）焊接后SIW/HMSIW   （b）固定在测试支架上的SIW 

（c）半模SIW波导互连样品

3、加工测试结果

图2给出了HMSIW S参数特性测试结果，可以看出在带宽8.8-26.4范围内，插入损耗较小，反射并不明显。同时从图2（b）中可以看出，与仿真结果相比较，测试得到的S参数与仿真不论在插入损耗还是在回波损耗方面都存在一定的差异，这是由于校准误差、转接头损耗和线缆损耗造成的。

[image: image4.png]I I I
10 12 14

freq, GHz





(a)
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(b)

       图2 HMSIW S参数测试结果 (a)测试结果 (b)仿真与测试比较

4、加工测试人员

王宁、袁希望

